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概      要 

 

 

 

 

高度な情報セキュリティに欠かせない高品質の乱数（乱数の偏りの無さ

と周期性の無さ等を有する真性乱数に近い乱数）を生成する小型の集積

回路を実現するため、ナノスケール半導体デバイスの電子伝導における

揺らぎ現象を乱数生成に利用した集積回路の研究開発を行う。 

【サブテーマ】 

① デバイスシミュレーションに関わる研究開発 
② デバイス・回路試作に関わる研究開発 
③ 乱数評価に関わる研究開発 
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